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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 22: Sectional specification — Fixed surface mount
multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2

FOREWORD

1) The Ipternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for mprising
all njtional electrotechnical committees (IEC National Committees). promote
intergational co-operation on all questions concerning standardization in the el ields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Starfdards ifications,
Techpical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guids as “IEC
Publifation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a interested
in thp subject dealt with may participate in this preparatory work. nd non-
govefnmental organizations liaising with the IEC also participate i 5 closely
with fthe International Organization for Standardization (ISO) in ascorda hined by
agregment between the two organizations.

2) The fprmal decisions or agreements of IEC on technical mat rnational
consénsus of opinion on the relevant subjects since e from all
intergsted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom¢hendaqtion National
Comipittees in that sense. While all reasona t of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsjble for any
misinterpretation by any end user.

4) In or lications
transparently to the maxim iyergence
betwgen any IEC Publicatiot icated in
the Igtter.

5) IEC itself does not proyid a i wity. Independent certification bodies provide conformity
asseg$sment serviges and, i 3 s Q IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg for any
serviges carried@' ¢ arti i ;

6) All ugers should ensureg edition of this publication

7) Noli , employees, servants or agents including individual exgerts and
mem EC National Committees for any personal injury, property dgmage or
other r, whether direct or indirect, or for costs (including legal fées) and
expe the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofher IEC
Publi

8) Attentt outhe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publidations is
indis pplication of this publication

9) Attentti n to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
pater S ot be held responsible for identifying any or all such patent rights

International Standard IEC 60384-22 has been prepared by IEC technical commitiee 40:

Capacitors and resistors for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004 and contains the
following significant technical changes with respect to the previous edition.

e The measuring frequency of 1 MHz has been reduced to 1 kHz for 100 pF, see 4.5.1
Capacitance.

e The test voltage of 1,2 Ug at Ug 2 1 000 V has been added in 4.5.4 Voltage proof.

e Detail test conditions have been added in 4.7 Shear test and 4.8 Substrate bending test.

e Test conditions applying lead free solder alloy (Sn-Ag-Cu) have been included in 4.9
Resistance to soldering heat and 4.10 Solderability.

e A selection of the test conditions according to marketing needs has been stated in 4.13
Damp heat, steady state.
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e The dimensions of 0402 M in Annex A have been added.

e The temperature characteristics code of capacitance for the reference temperature of

25 °C has been added, see Annex C.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

40/2128/FDIS

40/2141/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

The lis{ of all parts of the IEC 60384 series, under the general title Ki
electrohic equipment, can be found on the IEC web site.

The commlttee has deC|ded that the contents of this pubfi at|

related|to the specific publication. At this date, the pub

* reconfirmed,

+ withdrawn,

. replaced by a revised edition, or
+ amended.

N

W

Fuse in

unchanged until
.ch" in th

e data
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 22: Sectional specification — Fixed surface mount
multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60384 is applicable to fixed unencapsulated sur
capacitprs of ceramic dielectric, Class 2, for use in electronic equip
have metallized connecting pads or soldering strips and are int
printed|boards, or directly onto substrates for hybrid circuits.

Itilayer
acitors
ted on

Capacifors for electromagnetic interference suppression aré™m ( ered by
IEC 60884-14.

1.2  Object

The object of this standard is to pres racteristics and tq select
from IEC 60384-1 the appropriate prce res, tests and megasuring
methods and to give general perform this type of capacitoy. Test
severities and requirements prescribe ecifications referring to this sectional
specifigation should be of equal or hig 2 leyel, lower performance levels jare not

permitted.
1.3 Normative refere

The following do ents, i
are indjspensabl i

undateql reference

are normatively referenced in this document and
ed references, only the edition cited applies. For
the referenced document (including any

IEC 60 : Xefs ber series for resistors and capacitors
Amend A
Amend

IEC 60 : ,
Amendment 14(199

vironmental testing — Part 1. General and guidance

IEC 60068-2-5872004, Environmenial testing — Part 2-08. 1ests — 1est 1d — Test methods
for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD)

IEC 60384-1:2008, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1. Generic
specification

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages

ISO 3:1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers

1.4 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.
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Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic, sectional
or blank detail specification. When more severe requirements are included, they shall be
listed in 1.9 of the detail specification and indicated in the test schedules, for example by an
asterisk.

NOTE The information given in 1.4.1 may for convenience, be presented in tabular form.

The following information shall be given in each detail specification and the values quoted
shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this sectional
specification.

1.41 Outline drawing and dimensions

There [shall be an illustration of the capacitors as an aid to eas nd for
compalison of the capacitors with others.

Dimengions and their associated tolerances, which affect intercha il unting,
shall e given in the detail specification. All dimensions 8 stated in
millimefres, however, when the original dimensions are giver_ini metric
dimensfons in millimetres shall be added.

Normally the numerical values shall be given for the le i 1 height of th¢ body.
When necessary, for example when a number of i j gcitance/voltage[ranges)
are coered by a detail specification, the_di g ciated tolerances ghall be

placed|in a table below the drawing.

When the configuration is other than dgScribed ahb
dimensjonal information as will adequately@i

e detail specification shall state such

1.4.2 Mounting

The detail specificatio bunting

for tesf and me of this
sectiongl specific

1.4.3

The rafings <and of this

specifigation, Yogeth

1.4.3.1

See 2.2.4.1.

NOTE When products approved to the detail specification have different ranges, the following statement should
be added: “The range of capacitance values available in each voltage range is given in the register of approvals,
available for example on the website www.iecq.org”.

1.4.3.2 Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they are considered necessary to specify
adequately the component for design and application purposes.

1.4.3.3 Soldering

The detail specification shall prescribe the test methods, severities and requirements
applicable for the solderability and the resistance to soldering heat tests.


https://iecnorm.com/api/?name=bdaf858e8f9e4b152ecd27dabdcad733

-10 - 60384-22 © IEC:2011

1.4.4 Marking

The detail specification shall specify the content of the marking on the capacitor and on the
package. Deviations from 1.6 of this sectional specification shall be specifically stated.

1.5 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60384-1, as well as
the following apply.

1.5.1

surface mount capacitor
capacitor whose small dimensions and nature or shape of terminations
surfacgd mounting in hybrid circuits and on printed boards

it suitable for

1.5.2

fixed clapacitors, ceramic dielectric, Class 2

capacitor which has a dielectric with a high permittivity and is i s and
coupling applications or for frequency discriminating cireti d high

stability of capacitance are not of major importance

NOTE The ceramic dielectric is characterized by a non linear change{ 0 { category
temperaflure range (see Table 3).

1.5.3
subclaps
maximym percentage change of capaciia
respec{ to the capacitance at 20 °C

NOTE The subclass may be eXpressed/n code rm%‘(able 3).

atégory temperature range with

1.5.4

category temperature

range [of ambi@ ] bperate
continuously; this i

1.5.5

rated temperz
TR

1.5.6
rated d.c. voltage
Ur
maximumvd.c. voltage which may be applied continuously to a capacitor at any templerature
between the lower category temperature and the rated temperature

NOTE Maximum d.c. voltage is the sum of the d.c. voltage and peak a.c. voltage or peak pulse voltage applied to
the capacitor.

1.5.7

category voltage

Uc

maximum voltage which may be applied continuously to a capacitor at its upper category
temperature

1.6 Marking

See IEC 60384-1, 2.4, with the following details.
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1.6.1

Information for marking

Information given in the marking is normally selected from the following list; the relative
importance of each item is indicated by its position in the list:

1.6.2

These
Any du
1.6.3

Any mg

1.6.4

The p4

21

A

nominal capacitance;

rate

tole

d voltage (d.c. voltage may be indicated by the symbol ( Z—__ or

rance on nominal capacitance;

dielectric subclass as applicable (according to 2.2.5);

year and month (or week) of manufacture;

clin

manufacturer’s type designation;

refe

atic category;

rence to the detail specification.

Marking on the body

bg” clearly marked with all the info

ues giver_in the detail specification shall preferably be selected from the followi

Preferred climatic categories

d, they
useful.

ger.

mation

The capacitors covered by this sectional specification are classified into climatic categories
according to the general rules given in IEC 60068-1.

The lower and upper category temperatures and the duration of the damp heat, steady state
test shall be chosen from the following:

low

upper category temperature:

er category temperature: -55 °C, -40 °C, -25 °C, .10 °C and +10 °C;

+70 °C, +85 °C, +100 °C, +125 °C and +150 °C;

duration of the damp heat, steady state test (40 °C, 93 % RH): 4, 10, 21 and 56 days.
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The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category temperatures
respectively.

NOTE The resistance to humidity resulting from the above climatic category is for the capacitors in their
unmounted state. The climatic performance of the capacitors after mounting is greatly influenced by the mounting
substrate, the mounting method (see 4.3) and the final coating.

2.2 Preferred values of ratings
221 Rated temperature (7R)

The rated temperature is equal to the upper category temperature for capacitors with the
upper category temperature not exceeding 125 °C, unless otherwise stated in the detail
specifi¢ation.

222 Rated voltage (Ug)

The pré¢ferred values of the rated voltage are the values of the 0) f other

values fare needed they shall be chosen from the R10 series.

The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage © R S .C. \Joltage,
whicheyer is the greater, applied to the capacitor p e. The
value o¢f the peak a.c. voltage shall not exceed hissible
reactivg¢ power.

2.2.3 Category voltage (Uc¢)

The category voltage is equal to the rated voltag 3 capacitors with the upper category

temperpture not exceeding 125 °C. Any ¢ s which are different from the rated
voltage], for capacitors wi . perature exceeding 125 °C or fpr high
voltage| capacitors with ra G 50 all be given by the detail specifigation.

The preferred valyes ¢ at 125 °C upper category temperature for high
volumefric capag 2 agenof 16 V and less and a rated temperature of 85 °C
are given in Table ).

red values of category voltages

ey , 4 6.3 10 16
%Q 2,5 4 6,3 10
\\IO Mnumeric values of U are calculated by the following:
Uc = 0,63 X UR.

224 Preferred values of nominal capacitance and associated tolerance values
2241 Preferred values of nominal capacitance

Nominal capacitance values shall be taken from the series of IEC 60063; the E3, E6 and E12
series are preferred.

2242 Preferred tolerances on nominal capacitance

See Table 2.
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Table 2 — Preferred tolerances

Preferred series Tolerance Letter code
%
E3 and E6 -20/+80 z
-20/+50 S
E6 +20 M
E6 and E12 +10 K

Table 3 — Temperature char

Temperature characteristic of capacitance

a d.c. voltage applied. The method of coding the subclass i
dielectqic with a percentage change of +20 % without d.c.
hture range from —55 °C to +125 °C will be defined as adi

ith and
mple a
er the
1.

ined is

Cat\eJor emperature range and
corregponding number code

aximum capacitance change withif _the h
cdtegory temperature range with respett to
Sub- the capacitance at 20 °C measured wit
class and without a d.c. voltage applie =5 "'\1\50\ 5/+125 | -55/+85 | —40/+85 | —25/+B5 | +10/+85
letter % & c °C °C °C °C
code i (-\
without d.c. with Q Itage a I\l‘d\\)o 1 2 3 4 6
vdltage applied N (NOXE 1) \\/
2B + ~—7 y
2C
2D X
2E X X
2F X X
2R X
NOTE 1 d.qg
NOTE 2 "x"|i
NOTE 3 WHens/the/upper category temperature is above 125 °C, the limits of capacitance change, both with and without

d.c. voltage {

pplied should be given in the detail specification.

NOTE See Annex C for the reference temperature of 25 °C as informative guide.
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2.2.6 Dimensions

Suggested rules for the specification and coding of dimensions are given in Annex A.

Specific dimensions shall be given in the detail specification.

3 Quality assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture

The primar f manuf ectrode
assem

3.2  $tructurally similar components

Capacifors considered as being structurally similar are cap similar
processes and materials, though they may be of different case

3.3 Certified records of released lots

The information required in IEC 60384-1, when
prescribed in the detail specification and when re urance
test thg parameters for which variable$\ ' hange,
tan § apd the insulation resistance.

3.4 Qualification approval

The prq

The s¢ ot and
periodi¢ a fixed
sample

3.41

The fix ghall be
represe not be
the con

For ea¢h te aracteristic, the sample shall consist of specimens of capacijtors of

the highest'rated voltage and minimum rated voltage of the voltage ranges for which approval
is soughtsWhen there are more than four rated voltages, an intermediate voltage shall hlso be
tested. Thus, for the approval of a range, testing is required of either four or six values
(capacitance/voltage combinations) for each temperature characteristic. Where the total range
consists of less than four values, the number of specimens to be tested shall be that required
for four values.

maximTj‘m and minimusn size and for each of these sizes, the maximum capacitance value for

In case assessment level EZ is used, spare specimens are permitted as follows:

Two (for six values) or three (for four values) per value which may be used as replacements
for specimens, which are non-conforming because of incidents not attributable to the
manufacturer.

The numbers given in Group 0 assume that all groups are applicable. If this is not so, the
numbers may be reduced accordingly.
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When additional groups are introduced into the qualification approval test schedule, the
number of specimens required for Group 0 shall be increased by the same number as that

required for the additional groups.

Table 4 gives the number of samples to be tested in each group or subgroup together with

the number of permissible non-conformances for the qualification approval test.

3.4.2 Tests

The complete series of tests specified in Tables 4 and 5 are required for the approval of
capacitors covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in

the order given.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group 0 and th
groups

Non-conforming specimens found during the tests of Group 0
be used for the other groups.

“One npn-conforming item” is counted when a capaci
of the tpsts of a group.

The apgproval is granted when the
specified number of permissible non<con
total nymber of permissible non-conforns

NOTE Tables 4 and 5 together form the fix
sampling and permissible non-copforming items\ for
details g¢f the test contained/in X S i
requiremlents and indicates where, forrexkample far
the detai| specification.

The conditions of tesyan
those pr¢scribed in @

e other

hall not

a part

ed the

and the

5 for the
with the
ormance
made in

bntical to
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Table 4 — Fixed sample size test plan for qualification approval, assessment level EZ

Group Test Subclause of Number of Permissible number of
No. this publication specimens non-conforming items
ne c
0 Visual examination 4.4
Dimensions 4.4 132+24 f 0
Capacitance 451
Tangent of loss angle 4.5.2
Insulation resistance 4.5.3
oltage proof 5%
Ypare specimens 12 /\(
1A Robustness of termination 9 4.15 1 0
Resistance to soldering heat 4.9
Gomponent solvent resistance b (\
N

1B Impedance b

Hquivalent series resistance [ESR] b
Yolderability

Yolvent resistance of marking b

2 Jubstrate bending test d

3a Mlounting
isual examination 84+24 f 0

Gapacitance

—

angent of loss angle

Insulation resistanc

oltage proof %

<

3.1 Yhear test h 4.7 24 0
apid chang 4.1
limatic sequ 4.12

3.2 amp he;zt\téqdy\ita 4.13 24

3.4 C@IM daﬁ(.@eat,\teady state P 4.18 241

H
d
0

33 | Bnduraee (X ) 4.14 36
A
1

oO|lo!lo!lo

4 emm&ha}ﬁ%ﬂxﬁc of capacitance 4.6 12

@  The valyes of these\mQS)h‘ements serve as initial measurements for the tests of Group 3.

If requirgddn the detail specification.

The capaciiors found non-conforming 1tems aiter mounting shall not be taken Into account when calculating the
permissible non-conforming for the following tests. They shall be replaced by spare capacitors.

Not applicable to capacitors, which according to their detail specification shall only be mounted on alumina
substrates.

€ Capacitance/voltage combinations, see 3.4.1.
Additional capacitors if Group 3.4 is tested.
9 Applicable to capacitors with strip terminations.

Not applicable to capacitors with strip terminations.
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Table 5 — Tests schedule for qualification approval

Subclause number and D Conditions of test Number of Performance requirements
test or specimens
ND (see NOTE 1) (n) and (see NOTE 1)
(see NOTE 1) number of
non-
conforming
items (c)
GROUP 0 ND See Table 4
4.4 Visual examination As in 4.4.2
Legible marking and as
ail
4.4 Dimnsion (detail) ification
4.5.1 Capfacitance Frequency: ... Hz < erance
Measuring voltage: ...V r.m.s.
4.5.2 Tanpent of loss Frequency and measuring
ang|e (tan o) voltage same as in 4.5.1 \
4.5.3 Insylation resistance See detail specification for t
method
4.5.4 Voltpge proof See detail specificatio r the 7 No breakdown or flashover
method {\
GROUP 14 D Ses Table 4
4.15 Robustness of
ternpination
(if applicable)
< No visible damage
4.9.2 Initipl measurement N
4.9 Resjstance to
soldering heat <
V: (24 +£2)h
4.9.5 Fingl mea Visual examination Asin 4.9.5
Capacitance As in 4.9.5
4.16 Con Solvent: ...
resistance . . I
(if applicabe) Solvent temperature: ... See detail specification
Method 2
Raocovar:
e
GROUP 1B See Table 4
4.5.5 Impedance Frequency: 100 kHz See detail specification
(if required)
4.5.6 ESR Frequency: 100 kHz See detail specification
(if required)
4.10 Solderability See detail specification for the

4.10.3 Final measurements

method
Visual examination

As in 4.10.3
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Table 5 — Tests schedule for qualification approval (continued)

Subclause number and D Conditions of test Number of Performance requirements
test or specimens
ND (see NOTE 1) (n) and (see NOTE 1)
(see NOTE 1) number of
non-
conforming
items (c)
4.17 Solvent resistance of D Solvent: ... Legible marking
the marking @
(if required) Solvent temperature: ...
Method 1
Rubbing material: cotton wool
Recovery: ... N\
GROUP 2 D See Tabled \‘P/
4.8 Subptrate bending Deflection: ... e Yetail specification
test Number of bends: ... \
4.8.1 Initipl measurement Capacitance \
4.8.2 Fingl inspection Capacitance (with printed 1CA <10 %
board in bent position)
Visual examination 7 o visible damage
GROUP 3 D %Tabl
4.3 Modnting
As in 4.4.2

Within specified tolerance
As in 4.5.2
As in 4.5.3.3

No breakdown or flashover

GROUP 3. \\2 See Table 4
47  She {sualiexamiqation No visible damage
4.11.2 Initi apacit
4.11 Rap| Special preconditioning as in
tem 1
Tx’= Lower category
temperature
Ts = Upper category
temperature
Five cycles
Duration # = 30 min
Recovery: (24 + 2) h
4.11.5 Final measurements Visual examination No visible damage
Capacitance AC/C: as in 4.11.5
4.12 Climatic sequence fpfcial preconditioning as in
4.12.2 Initial measurement Capacitance
4.12.3 Dry heat Temperature: upper category
temperature
Duration: 16 h
4.12.4 Damp heat, cyclic,

test Db, first cycle
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Table 5 — Tests schedule for qualification approval (continued)

Subclause number and D Conditions of test Number of Performance requirements
test or specimens
ND (see NOTE 1) (n) and (see NOTE 1)
(see NOTE 1) number of
non-
conforming
items (c)
4.12.5 Cold D Temperature: lower category See Table 4
temperature
Duration: 2 h
Visual examination No visible damage
Recovery: (24 + 2) h
4.12.6 Danpp heat, cyclic,
test|Db, remaining
cycles
4.12.7 Fingl measurements Visual examination
Capacitance
Tangent of loss angle
Insulation resistance
GROUP 3.1 D
4.13 Danpp heat, steady Special preconditioning as (n

statg
4.13.2 Initipl measurement

4.13.5 Fingdl measurements

4.1
Capacitan

o3

No visible damage
Legible marking
AC/C: as in 4.13.5

As in 4.13.5
a As in 4.13.5
GROUP 3.3 D See Table 4
4.14 Endurance N
4.14.2 Initi
1(24+2)h
4.14.5 Fing ual examination No visible damage
Legible marking
Capacitance AC/C: as in 4.14.5
Tangent of loss angle As in 4.14.5
Insulation resistance As in 4.14.5
GROUP 3.4 D See Table 4
4.18 Accplefated damp Duration: ... h
heal_steady state Temperature: (85 £ 2) °C
(if required) Humidity: (85 + 3) %
4.18.1 Initial measurement Insulation resistance As in 4.18.1
Recovery: (24 £+ 2) h
4.18.4 Final measurements Insulation resistance As in 4.18.4
GROUP 4 ND See Table 4
4.6 Temperature Special preconditioning as in AC/C: as in 4.6.3

characteristic of
capacitance

4.1

NOTE 1

NOTE 2

In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

Subclause numbers of test and performance requirements refer to Clause 4.

@ This test may be carried out on capacitors mounted on a substrate.

b When different substrate materials are used for the individual subgroup, the detail specification shall indicate which
substrate material is used in each subgroup.
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3.5 Quality conformance inspection

3.5.1
3.5.1.1

Formation of inspection lots

Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

C:2011

A manufacturer may aggregate the current production into inspection lots subject to the
following safeguards.

1)

The inspection lot shall consist of structurally similar capacitors (see 3.2).

2a)[ The sample iesied shall be representaiive of ithe values
contained in the inspection lot:
— in relation to their number;
— with a minimum of five of any one value.
2b)| If there are less than five of any one value in the sam{
samples shall be agreed between the manufact
Inspectorate 1.
3.56.1.2 Group C inspection
These
Sample
be diviged into small, medium and large
period,
sizes and/or voltage rating
range.
3.5.2 Test schedule
The schedule fo@
in Clauge 2, Table4

3.5.3

When,
made,

€ dimeénsions

wing of
rvising

d shall
in any
, other
whole

5 given

5 to be
and B

1 The term Certification Body (CB) replaces the term National Supervising Inspectorate (NSI), see IECQ 01.
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Table 6a — Lot-by-lot inspection

Inspection EZ
subgroup ¢ IL® n? .?
A0 100 % °
A1 S-4 ©
A2 S-3 ¢
B1 S-3 ¢
B2 S-2 ¢
a—H—=inspeetiontevel

n = sample size
¢ = permissible number of non-conforming items

After removal of nonconforming items by 100 %

manufacturing process, sampling inspection shall be pg
monitor outgoing quality level by nonconforming items p&
sampling level shall be established by the manufacturg

given in IEC 61193-2, 6.2.

Number to be tested:
IEC 61193-2, 4.3.2.

The content of the inspectio
blank detail specification.

AN

In cti
sQbgroup

12
12°
27
15
15
15°

KON : :
N
3
6
6
3
6
6

o O O O o o o

ca

b

C

p = periodicity in months

N

= sample size

= permissible number of non-conforming items

[}

Additional capacitors if Subgroup C3.4 is tested.

The content of the inspection subgroup is described in Clause 2 of the relevant
blank detail specification.
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4 Test and measurement procedures
This clause supplements the information given in IEC 60384-1, Clause 4.

4.1 Special preconditioning
Unless otherwise specified in the detail specification, the special preconditioning, when

specified in this sectional specification before a test or a sequence of test, shall be carried out
under the following conditions.

Exposl re at upper r‘n’rpgnry temperature ar at such highpr temperature as may he Qppr‘ified in

the defail specification during 1 h, followed by recovery during (24 £ ) h andard
atmosplheric condition for testing.

NOTE (apacitors lose capacitance continuously with time according to a logarithmic\lav ageing).
Howeverl if the capacitor is heated to a temperature above the Curie point o dielectic; ing” takes
place, i.¢. the capacitance lost through “ageing” is regained, and “ageing” \ vhen the

capacitof recools. The purpose of special preconditioning is to bring the sapagitor to_agefined state regardless of
its previqus history. (See Clause B.4 for further information).

4.2 Measuring conditions

See |IEC 60384-1, 4.2.1.

4.3 Mounting
See IEC 60384-1, 4.33.

4.4 VYisual examinatio

See |IEC 60384-1, 4.4,

4.41 | Visual '

A visual examinatigh all b A dut with suitable equipment with approximatg¢ly 10x
magnification and Ngh ' y level
requiref.

NOTE T
appropri

ave Mavailable facilities for incident or transmitted illumination as we]l as an

4.4.2

Quantitative~values for the requirements below may be given in the detail or|in the
manufdcturer’s specification

4.4.21 Requirements for the ceramic

a) Be free of cracks or fissures, except small damages on the surface, which do not
deteriorate the performance of the capacitor. (Examples: see Figures 1 and 2).
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o

IEC 2569/11

Figure 1 — Fault: crack or fissure

NOTE

b) Not
Figlire 3).

Dr (see

Separation or delamination

Crack

IEC 2571/11

c) Not

Exposed electrodes

IEC 2572/11

Figure 4 — Exposed electrodes

d) The ceramic body shall be free of any conducting smears (metallization, tinning,...) on a
central zone between two adjacent terminations which is equal to the minimum distance
between those (Annex A, dimension L,).
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4.4.2.2 Requirements for the metallization

a) Not exhibit any visible detachment of the metallized terminations and not exhibit any
exposed electrodes (see Figure 4).

b) The principal faces (see Figure 5) are those noted A, B and C.

In the case of capacitors of square section, the faces D and E are also considered
principal.

The maximum area of gaps in metallization on each principal face shall not be greater than

e block
aching)

shal

Principal edges
S
IEC 2573/11
gu incipal faces
4.5 Electricas
4.5.1 Capacitay

See IEC 60384<1, 4 following details.

4511

See Taple rivise specified in the detail specification.

Table 7 — Measuring conditions

Nominal Rated voltage Frequency Measuring voltage Referee voltage
capacitance Ur Vr.m.s. Vr.m.s.
Cn< 100 pF @ 1 MHz 1,0£0,2 1,0 £ 0,02

100 pF < Cn< 10 pF Ur> 6,3V 1 kHz 1,0+0,2 1,0 £ 0,02
Ur<6,3V 1 kHz 0,5+0,2 0,5+ 0,02
Cn> 10 pF @ 100 Hz or 120 Hz 0,5+0,2 0,5+ 0,02

@ All rated voltages (Ur).

4.5.1.2 Requirements

The capacitance value, as measured in the unmounted state, shall correspond with the rated
value taking into account the specified tolerance.
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The capacitance as measured in the mounted state according to Group 3 is for reference
purposes only in further tests.

For referee measurements, the capacitance value shall be the value extrapolated to an
ageing time of 1 000 h, unless otherwise specified in the detail specification (see Annex B for
explanation). If applying the ageing time other than 1 000 h, that may be specified in the detail
specification.

4.5.2 Tangent of loss angle (tan ¢)
See |IEC 60384-1, 4.8, with the following details.

4.5.2.1 Measuring conditions

The measuring conditions are the same as 4.5.1. The €.-“epsuring

instruments shall not exceed 1 x 1073

4.5.2.2 Requirements

The tapgent of loss angle, as measured in the unmounted b [ exceed the limit
given im Table 8.

Table 8 — Tangent of’l

Rated voltage Subcksi \ Wf loss angle
Ur

Ur210V All subclasg codes ceed\0,035 or value as may be given
(-\ in the detail specification

Ur < 10 V MK

N op 2E ) 0,15

N 3, 0,2
NOTE @.ZQM a&pﬁfqti&gf\ﬁ:(subclass codes.

The tapgent of loss an ea\Q'ed in the mounted state according to Group 3 is for

reference pu¢poseonlyNnfucther tests.

4.5.3 ati resistance

See IEC 60384-%,_4.5)\with the following details.

4.5.31 Preparation for test

Prior to the test, capacitors shall be carefully cleaned to remove any contamination.

Care shall be taken to maintain cleanliness in the test chambers and during post test
measurements. Before the measurement, the capacitors shall be fully discharged. The
insulation resistance shall be measured between the terminations.

4.5.3.2 Measuring conditions

See IEC 60384-1, 4.5.2, with the following details.

The measuring voltage may be of any value not greater than Ug, the referee voltage being Ug
for capacitors with rated voltages below or equal to 1 kV. For Ur > 1 kV the referee voltage
shall be 1 kV.
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The insulation resistance (R;) shall be measured after the voltage has been applied for
(60 + 5) s.

For lot-by-lot testing (Group A) the test may be terminated in a shorter time, if the required
value of insulation resistance is reached.

The product of the internal resistance of the voltage source and the nominal capacitance of
the capacitor shall not exceed 1 s, unless otherwise prescribed in the detail specification.

The charge current shall not exceed 0,05 A. For capacitors with rated voltages of 1 kV and
above, a lower limit (value) may be given in the detail specification.

4.5.3.3 Requirements
The inqulation resistance shall meet the following requirements.

Cn < 25 nF Ri> 4000 MG N\
CN > 25nF R;i x CRZ}/T&{R \

4.5.4 Voltage proof

See IEC 60384-1, 4.6, with the following\details
4.5.4.1 Test conditions
The prq

NOTE | .6.1.

The charge current shall

For cay Lle may
be givsln may be
perfor
4.5.4.2
The teg bf 4.5.3
and Taple 3NpARC ¢ : d for a

period pf 1 sdo

Table 9 — Test voltages

Rated voltage Test voltage
\ \

Ur <100 2,5 Ur
100 < Ur < 200 1,5 Ur + 100
200 < Ur< 500 1,3 Ur + 100
500 <Ur< 1 000 1,3 Ur

Ur 21000 1,2 Ur

4.5.4.3 Requirement

There shall be no breakdown or flashover during the test.
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4.5.5

Impedance (if required by the detail specification)

See IEC 60384-1, 4.10, with the following details.

4.5.51

Measuring conditions

The frequency of measurement: 100 kHz + 10 %.

4.5.5.2

Impeda

Requirements

nce shall be specified in the detail specification.

4.5.6

See IEC 60384-1, 4.8.2, with the following details.

4.5.6.1

The frejguency of measurement: 100 kHz £ 10 %.

4.5.6.2

The ES

4.6 Temperature characteristic o

4.6.1

See 4.1.

4.6.2

See |IE

The csg

Table 10.

Equivalent series resistance [ESR] (if required by the detail

Measuring conditions

Requirements

Special preconditioning

D — Details of measuring conditions

Temperature DC voltage applied
°C

20+ 2 -

Ta%+3 _

202 -

TBbiZ -

Te+ 2 X

202 x

Tat 3 X

202 -

ons of
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NOTE 1 "-" indicates: no d.c. voltage applied

x" indicates: d.c. voltage applied (if specified in the detail specification)

NOTE 2 Measurements may be made at such intermediate temperatures as to
ensure that the requirements of 2.2.5 are met.

NOTE 3 Reference capacitance is the capacitance measured at Step 3.

NOTE 4 Because of the effects described in the Note in 4.1, the capacitance
values measured at temperature reference, Steps 5 to 7, with d.c. voltage applied,
are time dependent. This time dependency is included in the given limits for
capacitance change. The capacitance change between the first and the last
measurements at temperature reference, Steps 1 and 8, indicates the amount of
ageing involved. In case of a dispute about the results of measurements with d.c.
voltage applied, it is advisable to agree upon a fixed time interval between

measurements at temperature reference, Steps 5 and 7 with d.c. voltagg apphed
(see IEC 60384-1, 4.24.1.3).

* Ta= Lower category temperature.

Ts = Upper category temperature.

4.6.3 Requirements

Tempefature characteristic with and without d.c. voltage applie
given in Table 3. The variation of capacitance shal
4.24.3.1.

4.7 $hear test

See |IEC 60384-1, 4.34.
A force|shall be selected 1

4.8 $ubstrate bend

See |IEC 60384-

Unless

— the
— the
— the

NOT
— thel|ddration in the bent state shall be 5 s.

nd specified in the detail specificd

values
D384-1,

tion.

For 1005M or smaller size, the thickness of substrate should be 0,8 mm.

4.8.1 Initial measurement

The capacitance shall be measured as specified in 4.5.1 and in the detail specification.

4.8.2 Final inspection

The capacitors shall be visually examined and there shall be no visible damage.

The change of capacitance with board in bent position shall not exceed 10 %.
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4.9 Resistance to soldering heat

See IEC 60068-2-58 with the following details.

4.9.1 Special preconditioning
See 4.1.
4.9.2 Initial measurement

The capacitance shall be measured according to 4.5.1.

4.9.3
4.9.31

NOTE

See |E
the det

The sp
to 60 s

Solder
Tempe

Duratio

Depth ¢f immersion:

Test conditions

Solder bath method (applicable to 1608M, 2012M and 3X16M)

bee Table A.1 for explanation of the size code.

hil specification.

bcimen shall be preheated to a temperature of

alloy: Sn-Pb or
rature: 260 °C + 5 °C
n of immersion: 10s+1s

I of immersions;

Infrar

s’ otherwise“specified in the detail specification, the specimen and test substra

Numbe
4.9.3.2
See |IE
a) the
b) the
c) the
d) solg

unle

be

reheated to a temperature of (150 + 10) °C and maintained for 60 s to 1

ified in

or 30 s

te shall

PO s in

infrared and forced gas convection soldering system;

the temperature of the reflow system shall be quickly raised until the specimen has
reached (235 + 5) °C and maintained at this temperature for (10 + 1) s. Number of each

test

: 1, unless otherwise specified in the detail specification;

e) solder alloy: Sn-Ag-Cu;

unless otherwise specified in the detail specification, reflow temperature profile shall be
selected from Table 11 and Figure 6;
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Table 11 — Reflow temperature profiles for Sn-Ag-Cu alloy

T, T, t T3 123 T4 t3
Alloy composition
°C °C s °C s °C s
Lead-free solder | Test 1 150+ 5 180+ 5 120+ 5 220 | 60to 90 250 20to40 at T4 - 5K
(Sn-Ag-Cu) Test 2 150+ 5 180+ 5 120+ 5 220 <60 255 <20atT7,-10K
13
Tz
T3
12 N
) >
T

f)
g) the

4.9.4 Recovery

The capacitors

The fluk residues st

4.9.5

followirn

Under normalight
such ag cracks.

1

EC 2574/11

eet the

ng’and approximately 10x magnification, there shall be no signs of Jamage

Dissolution of the end face plating (leaching) shall not exceed 25 % of the length of the edge
concerned. The detail specification may prescribe further details.

The capacitance shall be measured according to 4.5.1 and the change shall not exceed the

values in Table 12.
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Table 12 — Maximum capacitance change

Subclass Requirements
2B and 2C +10 %
2D and 2R 15 %
2E and 2F +20 %

NOTE See 2.2.5 for an explanation of the subclass
codes.

4.10 $olderability

See IEC 60068-2-58 with the following details.

4.10.1 | Test conditions

See IEC 60068-2-58, with the following details.

4.10.1.1 Solder bath method (applicable to 1608)

NOTE $ee Table A.1 for explanation of the size code.

See IEC 60068-2-58, Clauses 6 and
the dethil specification.

ified in

The spgcimen shall be preheated to alte to 140) °C and maintained for 30 s
to60 s

Solder glloy:

Temperature: (245 £ 5) °C
Duration of imm@ (3£0,3)s
10 mm

1

a) the[solder paste shall be applied to the test substrate;

b) the thickness of solder deposit shall be specified in the defail specification;
c) the terminations of the specimen shall be placed on solder paste;
d) solder alloy: Sn-Pb;

unless otherwise specified in the detail specification, the specimen and test substrate shall
be preheated to a temperature of (150 + 10) °C and maintained for 60 s to 120 s in the
infrared and forced gas convection soldering system;

the temperature of reflow system shall be quickly raised until the specimen has reached
(215 £+ 3) °C and maintained at this temperature for (10 £ 1) s;
e) solder alloy: Sn-Ag-Cu;

unless otherwise specified in the detail specification, the specimen and test substrate

shall be preheated to a temperature of (150 + 5) °C to (180 + 5) °C for 60 s to 120 s in the
infrared and forced gas convection soldering system;
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the temperature of reflow system shall be quickly raised until the specimen has reached

(235 + 3) °C. The time above 225 °C shall be (20 + 5) s;

f) the temperature profile of d) or €) shall be specified in the detail specification.

4.10.2 Recovery

The flux residues shall be removed with a suitable solvent.

4.10.3 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined under normal lighting and approximately 10x

magnification. There shall be no signs of damage.

Both epd faces and the contact areas shall be covered with a sm
coating| with no more than a small amount of scattered imperfectjo
unwetted or de-wetted areas. These imperfections shall not be conée

The dejail specification may prescribe further requirements.

4.11 Rapid change of temperature

This tejst shall be applied only to capacitors for wi
110 °C

See |IE
The ca

4111

See 4.1.

4.11.2

The ca gcording to 4.5.1.

4.11.3

The nuf

Duration of expdsure 3t the temperature limits: 30 min.

4.11.4 | Récovery

émperature is

solder
ples or
0.

greater

The capacitors shall recover for 24 h + 2 h.

4.11.5 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The capacitance shall be measured according to 4.5.1 and the change shall not exceed the

values in Table 13.


https://iecnorm.com/api/?name=bdaf858e8f9e4b152ecd27dabdcad733

60384-22 © IEC:2011 -33 -

Table 13 — Maximum capacitance change

Subclass Requirements
2B and 2C +10 %
2D and 2R +15 %
2E and 2F +20 %

NOTE See 2.2.5 for an explanation of the subclass
codes.

412 (

See |E

4121

See 4.1.

4.12.2

The ca

4.12.3

See |E

4.12.4

See IE

4.12.5

See |E

4.12.5.

The ca

4.12.6

See |E

Climatic sequence

C 60384-1, 4.21, with the following details.

Special preconditioning

Initial measurement

pbacitance shall be measured according to 4.5
Dry heat

> 60384-1, 4.21.2.
Damp heat, cyclj i st%

> 60384-1, 4.21p3.

Cold Q

C 60384-1, 42 g details
( uirements
bacito examined. There shall be no visible damage

slic, Test Db, remaining cycles

C 60384-1, 4.21.6, with the following details.

4.12.6.1 Conditions of test

No voltage applied.

The remaining cycles shall be tested according to Table 14.

Table 14 — Number of damp heat cycles

Category No. of cycles of 24 h
-/-1/56 5
-/-121 1
-/-/10 1
-/-104 0
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Recovery
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The capacitors shall recover for 24 h + 2 h.

4.12.7 Final inspection, measurements and requirements

60384-22 © IEC:2011

The capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The capacitors shall be measured and shall meet the following requirements.

If the capacitance value is less than the minimum value permitted, then after the other

measurements have been made the capacitor shall be preconditioned accarding to 4.1 and

then the

b requirement in Table 15 shall be met.

Table 15 — Final inspection, measurements and re

Reqmr
Measuring
Measyrement conditions Subclasses Subclasses Subc\éses \/S/ubclasses
2B and 2C 2D and 2|<\ \%E\ 2F
Capacitance 4.5.1 AC/C<+10 % AC/Cm ACK < \\%/ AC/C <430 %
Tangen} of loss \2\)
Bigia 452 N.s.
Insulatipn 453 i ¥Cn225s
resistarjce o the two values)

NOTE

413 1

See |IEC

The ca

4.131

See 4.1.

4.13.2

The ca

4.13.3

pacitance

Conditions of test

hall\pe measured according to 4.5.1.

No voltage shall be applied, unless otherwise specified in the detail specification.

The severities of test should be selected from the test conditions as shown in Table 16 and
specified in the detail specification.

The duration time should be selected in accordance with 2.1.1 and shall be specified in the
pecification.

detail s
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Table 16 — Test conditions for damp heat, steady state

Severities Temperature Relative humidity
°C %
1 +85 + 2 85+ 3
2 +60 £ 2 93+3
3 +40 £ 2 93+3

When the application of voltage is prescribed, Ur shall be applied to one half of the lot and no

voltage shall be applied to the other half of the lot.

Within 15 min after removal from the damp heat test, the voltage proo
shall be carried out, but with the rated voltage applied.

NOTE [Due to safety reasons, different conditions for the application of voltag
1 kV and|above may be given in the detail specification.

4.13.4 | Recovery

The capacitors shall recover for 24 h £ 2 h.

4.13.5 | Final inspection, measuremet

The capacitors shall be visually examing
The capacitors shall be measured and\shal

If the fapacitance value N
measufements have b
then the requirement i

m value permitted, then after thg
all be preconditioned according to 4

04.5.4

Itages of

b other
1.1 and

Ta <’7\ i i ection, measurements and requirements
N\
Requirements
Measyrement Subclasses Subclasses Subclasses Subclasses
2B and 2C 2D and 2R 2E 2F|
Capacita@e \4.5.1 \ AC/C<+10 % AC/C<+15 % AC/C<+20 % AC/C <430 %
X
Tangenf of 1085, | 5.2 <2 x value of 4.5.2
angle
Insulatipn 453 Ri>1000MQorRixCn225s
resistarjce o (whichever is less of the two values)

NOTE See 2.2.5 for an explanation of the subclass codes.

4.14 Endurance

See IEC 60384-1, 4.23, with the following details.
The capacitors shall be mounted according to 4.3.

4.14.1 Special preconditioning

See 4.1.
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4.14.2 Initial measurement
The capacitance shall be measured according to 4.5.1.

4.14.3 Conditions of test

The capacitors shall be tested as follows.

If the category voltage is equal to the rated voltage, the capacitors shall be tested as in
Table 18.

Table 18 — Endurance test conditions (Uc = Upg)

kb Ur< 200 200 < Ur < 500 2\ (00
N\
Temperpture Upper Category Temperature&
Voltage|(d.c.) 1,5 Us 1,3 Un ( \ N}UR
Duratiof 1000 h 1500 b\ 19\ 2000h
If the gategory voltage is not equal to the rated voltage S i shall be tested as in
Table 19.

Ur Ur< 200 Ur> 500

Temperpture Tr Ts \ Tr Ts

Voltage|(d.c.) 1,5 Un \ (,5 Us \I\,-3)U;‘\/ 1,3 Us 1,2 Un 1,2 U}

Duratioh Noo h O\ ~~_/ 1500h 2 000 h

Sample /\inl%-d into\y}\p\arts y:)ivided into two parts Divided into two parts
Tr = Rated temper}t*{r)a.) \>
Ts = Upper category}&@\(es 85) °C/ suckas 100 °C.

4.14.4

The capasitor over for 24 h £ 2 h.

4.14.5 ion, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The capacitors shall be measured and shall meet the following requirements.

If the capacitance value is less than the minimum value permitted, then after the other
measurements have been made the capacitor shall be preconditioned according to 4.1 and
then the requirement in Table 20 shall be met.
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Table 20 - Final inspection, measurements and requirements of endurance test

Requirements
M t Measuring
easuremen conditions Subclasses Subclasses Subclasses Subclasses
2B and 2C 2D and 2R 2E 2F
Capacitance 4.5.1 AC/C<£10% AC/C <15 % AC/C£+20 % AC/C £+30 %
Tangent of loss
angle 4.5.2 <2 x value of 4.5.2
Ins_ulation 453 Ri>2000 MQorR x CN=>250s
resistance o (whichever is less of the two values)
NOTE _See 2.2.5 for an explanation of the subclass codes.

4.15 Robustness of terminations (only for capacitors with strip

See IEC 60384-1, 4.13, with the following details.

4.15.1 | Test conditions

Unless|otherwise specified in the detail specification

— Test Uay: force: 2,5 N;
— Testt Ub, Method 1: force: 2

— nunpber of bends: 1.

4.15.2 | Final inspection and require

The capacitors shall be vig

4.16 Component sol

¥ 60384- .

See |IE

417 § king (if required)

See |E

418 A

See |E

The capagitors shall be mounted according to 4.3.

the tests are as

Half of the capacitors shall be connected in series with resistors of 100 kQ = 10 % and half in

series with resistors of 6,8 kQ £ 10 %.

4.18.1 Initial measurement

The capacitors shall be measured for insulation resistance with a voltage of 1,5 V £ 0,1V

applied across the capacitor and resistor in series.

The insulation resistance, including the series resistor, shall meet the requirements given in

Table 21.

follows:
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Table 21 — Initial requirements

C:2011

Measurement Measuring Requirements
conditions
Insulation Connected to Cn <25 nF: R >4000 MQ or
resistance 100 kQ resistors

Cn > 25 nF: (R — 100 kQ) x Cr> 100 s
(1,5+0,1)V

Connected to CN <25 nF: R >4 000 MQ
6,8 kQ resistors
CN > 25nF: (R — 6,8 kQQ) x Cr> 100 s

4.18.2 | Conditioning

The capacitors with associated resistors shall be subjected to co T 2) °C,
(85 £ 3) % relative humidity for the test duration given in Taljle acitors
connecfted to 100 kQ resistors and those connected to 6,8 k blied to
voltagel given in Table 22. In both cases, the voltage ss the
capacitpr/resistor combination.
Care shall be taken to avoid condensation of water on the is may
happen if the door is opened during the test before the
Connected resistors Duration
kQ
100 15+01)v %eWn
det cifjcati
168 h, 500 h or 1 000 h;
0+ \d 1) Vor h|cheve is the as given by the detail specificalion
6,8 lower, appli or specified
h n\th det%mc ion
4.18.3
The ap connected and the capacitors and resistors shall be removed
from tH amber’ and a Iowed to recover for respectively 22 h to 26 h in s{andard

atmosp

4.18.4

The capacitors shall be measured for insulation resistance, as in 4.18.1.

The insulation resistance, including the series resistor, shall be greater than 0,1 times the

values given in 4.18.1.
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Annex A
(normative)

— 39 —

Guidance for the specification and coding of dimensions of fixed
surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2

The principles given in Figure A.1 should be considered in dimensioning of surface mount
capacitors. The values are given in Table A.1.

Metallized surface

\

<L2> L4(>\

Dimensid
Dimensig

If necesg

ble A.1 — Dimensions

Q
x %& \{ry}th (L)

~ Width (#) Mieri’mLusm MiniLr:mm
< \%ﬂbtm\ 0,4 +0,02 0,2+ 0,02 0,05 0,1
oéoal\h\ 0,6 + 0,03 0,3+ 0,03 0,1 0,2
100 1,0 £ 0,05 0,5+ 0,05 0,1 0,3
1608M 1.6 +0.1 08+0.1 0.2 0.5
2012M 2,0+0,1 1,25+ 0,1 0,2 0,7
3216M 3,2+0,2 1,6 £ 0,15 0,3 1,4
3225M 3,2+0,2 2,5+0,2 0,3 1,4
4532M 4,5+0,3 3,2+0,2 0,3 2,0
5750M 57+0,4 5,0 £ 0,4 0,3 2,5
NOTE Dimensions in millimetres.

Other case sizes and dimensions may be specified in the detail specification.

surface

IEC 2575/11
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Annex B
(informative)

Capacitance ageing of fixed capacitors
of ceramic dielectric, Class 2

B.1 General

60384-22 © IEC:2011

Most Class 2 dielectrics, used for ceramic capacitors have ferroelectric properties, and exhibit

a Curie temperature.

Above this temperature the dielectric has the highly symmetric cubic cr
below the Curie temperature the crystal structure is less symmetxi
crystalg this phase transition is very sharp, in practical ceramics
finite [temperature range, but in all cases it is
capacitpnce/temperature curve.

Under the influence of thermal vibration, the ions in the &
positio:Es of lower potential energy for a long time af

Curie t
capaci

However, if the capacitor is heated to
ageing| takes place; .
recommences from the time when the gapacitorxgto

B.2 |Law of capacitafice's

During |the first hour 3
not well defined aft

hereas
single
over a
n the

ove to
gh the
by the

en de-
ageing

urie temperature, the loss of capacitance is
ws @ logarithmic law (see K.W. Plessner, Prot. Phys.
Soc., vpl. 69B, P : ich'X xpressed in terms of an ageing constant.

The age ined as /the percentage loss of capacitance due to the|ageing
proces} i rs during a “decade”, i.e. a time in which the cgpacitor
increasles itsCagete mple from 1 h to 10 h.
As the [lawv deg e of xapacitance is logarithmic, the percentage loss of capacitanpce will
be 2 x ! h ahd 100 h age and 3 x k between 1 h and 1 000 h. This may be
expres$ed mathematically by the following equation:
[ k A\
C,=C |1- xlgt
=G L TR J

where

C; is the capacitance ¢ h after the start of the ageing process;

Cy is the capacitance 1 h after the start of the ageing process;

k is the ageing constant in percent per decade (as defined above);
t is the time in h from the start of the ageing process.

The ageing constant may be declared by the manufacturer for a particular ceramic dielectric,
or it may be defined by de-ageing the capacitor and measuring the capacitance at two known

times thereafter.

k is then given by the following equation:
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100x(c, - C,)
C, xlgt, - C, xlg¢

If capacitance measurements are made three or more times, then it is possible to derive &
from the slope of a graph where C; is plotted against Ig +.

It is also possible to plot log C against Ig «.

During measurements of ageing, the capacitor should be maintained at a constant
temperature so that capacitance variations due to the temperature characteristic do not mask
those due o ageing.

B.3 [Capacitance measurements and capacitance tolera

e shall
s there

Becaug
be with

In orde known

or dete

For fac rement
to 1 00P h age will be known a e A ces.

For example, if it is k
inspected to Iim

may be

Capaci at this
temper at from
the har

B.4

In many of the tes 7 this standard, it is required to measure the capacitance change¢ which

results|from-a given conditioning (for example climatic sequence). In order to avpid the
interfering “effect of ageing, the capacitor is specially preconditioned before these tésts by
maintaining it for 1 h at the upper category temperature followed by 24 h at standard
atmospheric conditions for testing.

For those capacitors with a Curie temperature below the upper category temperature, this
results in de-ageing and the conditioning is also arranged, if possible, to bring the capacitors
to an age of 24 h, so that capacitance changes due to ageing are minimized.

If the Curie temperature of the dielectric is above the upper category temperature then the
special preconditioning will not completely de-age the capacitor, but it will nevertheless bring
it into a state where its capacitance is not so dependent on its previous history, and the same
effect will be achieved, though completely de-aged. In order to de-age such capacitors
completely, temperature up to 160 °C may be required, and this temperature could be
deleterious to the encapsulation. Therefore, in the few cases where complete de-ageing of
such capacitors may be required, the detail specification shall be consulted for details and
any necessary precautions.


https://iecnorm.com/api/?name=bdaf858e8f9e4b152ecd27dabdcad733

-42 - 60384-22 © IEC:2011
Annex C
(informative)

Temperature characteristics of capacitance
for the reference temperature of 25 °C

The temperature characteristics of capacitance for the reference temperature of 25 °C have
often been used due to marketing needs and because of their actual performance. These
temperature characteristics and codes are shown in Table C.1 and the exact conditions of
temperature characteristics of capacitance are shown in Table C.2.

Table C.1 — Temperature characteristics of capacitance
for the reference temperature of 25 °C

A\
Code of Maximum Temperatur
temperature capacitance range
characteristics change °
of capacitance % \
X5R 15 <65 1085, O\
X7R 15 —B5\0 g5 )
X8R +15 (| (pstoNs0
B\ ey,
X7S i<2% \ \§55\t({+)>§
Y5V 82 1ot 22 _30t6 +85

Temperature
°C

25+ 2

Ta%+3

25+ 2

Tg®+ 2

25+ 2

>

NOTE 1 Measurements may be made at such
intermediate temperatures as to ensure that the
requirements of Table C.1 are met.

NOTE Z Reference capaciiance Is the capaciiance
measured at Step 3.

#  Ta = Lower category temperature.

b Tg= Upper category temperature.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 22: Spécification intermédiaire —
Condensateurs multicouches fixes a diélectriques
en céramique pour montage en surface, de Classe 2

AVANT-PROPOS

1) La Qommission Electrotechnique Internationale (CEI) alisation
comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comijé ati a CEl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les uestiqn isati Hans les
domgines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre 'q ité { Normes
interjationales, des SpeC|f|cat|ons techmques des Rapports techn gibles au
publ| ike a des
comi per. Les
orgari participent
égals ion (1SO),
selon

2) Les décisi mesure
du p e la CEI
intérg

3) Les | agréées
comn e la CEI
s'ass bonsable

de I'§ventuelle mauvaise utili

4) Dans|le but d'encourager I'uni e i ale, Yiité i ! , g toute la
mesu i } ¢ icati lications
natiohales et reglonal i lications
natiopales ou ré

5) La CEl elle-mém épendants
fourn ques de
confg ismes de
certif]

6) Tous on.

7) Aucu a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mand i i s experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des|Comités
natio pour toyt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tput autre
domr wre que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris|les frais
de ju dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute|autre~-Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attgntion, est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référgncees est obligatoire pour une application correcte de la présente publication

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEIl 60384-22 a été établie par le Comité d'Etudes 40 de la CEl:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiere édition publiée en 2004 et inclut les
modifications techniques significatives suivantes par rapport a I’édition précédente:

— La fréquence de 1 MHz a été réduite a 1 kHz pour 100 pF, voir 4.5.1 Capacité.

— Latension d’essaide 1,2 Ur a Ur 21 000 V a été ajoutée en 4.5.4 Tenue en tension.

— Les conditions d’essai détaillées ont été mentionnées en 4.7 Essai de cisaillement et 4.8
Essai de courbure du substrat.


https://iecnorm.com/api/?name=bdaf858e8f9e4b152ecd27dabdcad733

60384-22 © CEI:2011 - 49 -

— Les conditions d’essai s’appliquant a I'alliage de soudure (Sn-Ag-Cu) ont été ajoutées en
4.9 Résistance a la chaleur de brasage et au 4.10 Brasabilité.

— Une sélection des conditions d'essai en fonction des besoins du marché a été ajoutée en
4.13 Chaleur humide, essai continu.

— Les dimensions de 0402 M ont été ajoutées, voir I’Annexe A.
— Le code de caractéristiques de température de capacité pour la température de référence
de 25 °C a été ajouté, voir ’Annexe C.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
40/2128/FDIS 40/2141/RVD

Le rapport de vote donne toute information sur le vote ayant abo
norme.

Cette p

La liste rs fixes
utilisés El.

Le com ; z

stabilit¢ indiquée sur le site web de <] bnnées

relative

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une gditie

* am¢ndée.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 22: Spécification intermédiaire —
Condensateurs multicouches fixes a diélectriques
en céramique pour montage en surface, de Classe 2

1 Généralités

1.1 omaine d'application
La prégente partie de la CEl 60384 est applicable aux condensatetirs W e €es non
encapsulés a diélectriques en céramique pour montage en surface 56.2 isé¥’dans les

équipements électroniques. nexion
métalligées ou des bandes de soudures et sont desti s a &tre cartes
imprimges ou directement sur des substrats de circuits

Les cdndensateurs d’antiparasitage ne sont pasl ai S_ A& par la
CEI 60B884-14.

1.2  Objet

L’objet eristiques
préférentielles et de sélectionner a partir de [a CENGO : ' e de la
qualité| les essais et les/mé A€S S ié i ces de
perforrlance générales pour cs S . i i g et les
sévéritgés des essais prascrits 5 T cvificati iculié afé z ésente
spécifigation intermédia i i de performance supérieur ou égal, des niveaux
de perfarmance : 3 RErMis/

1.3 Référence o

Les dofumenis. suivants-§ itésen référence de maniére normative, en intégralit§ ou en
partie, [dans{le présent.do ent et sont indispensables pour son application. Ppur les
référengce S e l'edition citée s’applique. Pour les références non datges, la
dernierg édi ant de référence s’applique (y compris les éventuels amendgments).

CEI 60063:1963,~\ Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
Amendement'1 (1967)
Amendgment 2 (1977)

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEI 60068-2-58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td — Test methods
for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD) (disponible en anglais seulement)

CEI 60384-1:2008, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic
specification (disponible en anglais seulement)

CEIl 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages (disponible en anglais seulement)
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ISO 3:1973, Nombres normaux — Séries de nombres normaux

1.4 Informations devant étre données dans une spécification particuliére

Les spécifications particuliéres doivent étre des dérivés des spécifications particuliéres cadre
applicables.

Les spécifications particulieres ne doivent pas spécifier des exigences inférieures a celles de
la spécification générique, de la spécification intermédiaire ou de la spécification particuliére
cadre. Lorsque des exigences plus sévéres sont incluses, elles doivent étre énumérées en
1.9 de la spécification particuliere et indiquées dans les programmes d'essais, par exemple
par un astérisque.

NOTE |es informations données en 1.4.1 peuvent, pour des raisons pratiques, étr orme de

tableau.
Les infprmations suivantes doivent étre données dans chaque sec i iciljerg et les
valeurs| notées doivent de préférence étre prises parmi celles donne i proprié

de la présente spécification intermédiaire.

1.4.1 Dessin d’encombrement et dimensions

Il doit y avoir une illustration des condensateurs
facilemlent des condensateurs avec d’aytres.

mparer

Les dimensions et leurs tolérances associ ) inte ilité bntage,
doivenr{‘étre indiquées dans la spécificati dre. i i ivent de
préférence étre stipulées en millimét es, i i ‘origine sont
donnégs en inches, les dimensions i [ nt étre
ajoutéds.

Normalement, les valeur e données pour la longueur, la largepr et la
hauteufr du corps/Si né lorsqu’un nombre d’éléments (taille et pamme
de tengions/de capacjtés) eshcauvert ‘parvune spécification particuliére, les dimensjons et
leurs tglérances assg i z indiquées dans un tableau en dessous du schéma.

Lorsque gque celle décrite ci-dessus, la spécification particuli¢re doit
stipuler ionnelles, afin de décrire correctement les condensatedrs.
1.4.2

La spégifi liere doit donner des lignes directrices sur les méthodes de montage

pour une utilisationnriormale. Le montage pour les besoins des essais et des mesyres (si
nécesspire) doit étre effectué selon 4.3 de la présente spécification intermédiaire.

1.4.3 Valeurs limites et caractéristiques

Les valeurs limites et les caractéristiques doivent étre conformes aux articles correspondants
de la présente spécification et avec ce qui suit.

1.4.3.1 Gamme de capacités nominales

Se reporter a 2.2.4.1.

NOTE Il convient d’ajouter les indications suivantes lorsque les produits conformes a la spécification particuliére
possédent différentes gammes: « La gamme des valeurs des capacités disponibles dans chaque gamme de
tensions est donnée dans le registre des agréments, disponible par exemple dans le site internet www.iecq.org. »
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1.4.3.2 Caractéristiques particuliéres

Des caractéristiques supplémentaires peuvent étre indiquées, si elles sont considérées
comme nécessaires pour spécifier de fagon appropriée le composant pour les besoins de la
conception et de I'application.

1.4.3.3 Brasage

La spécification particuliére doit prescrire les méthodes d’essai, les sévérités et les exigences
applicables aux essais de brasabilité et de résistance a la chaleur de brasage.

1.4.4 Marquage

La spétification particuliere doit spécifier la teneur du marquage sur le conde sateuf et sur
I’emballage. Les écarts par rapport a 1.6 de cette spécification int ivent étre
stipulég spécifiquement.
1.5 Termes et définitions
Pour lels besoins du présent document, les termes et défir 60384-1, aipsi que
les suiyants, s'appliquent.
1.5.1
condemsateur pour montage en surface
condensateur dont les petites dimensj Drtie lui
permetient d’étre monté en surface su S
1.5.2
ons de
que de
faibles [pertes et une s
NOTE le diélectri mme de
tempérafjure de la categori€
fure de
plage des temperatures de categorle
plage 1e d'un

fonctionnement permanent; elle est fournie par la température minimale et maximale de
catégorie

1.5.5

température assignée

Tr

température ambiante maximale a laquelle la tension assignée peut étre appliquée
continuellement

1.5.6

tension continue assignée

Ur

tension continue maximale qui peut étre appliquée continuellement a un condensateur a toute
température située entre la température minimale de catégorie et la température assignée
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NOTE La tension continue maximale est la somme de la tension continue et de la tension alternative de créte ou

de la tension d’impulsion de créte appliquées au condensateur.

1.5.7
tension de catégorie
Uc

tension maximale pouvant étre appliquée continuellement a un condensateur

température maximale de catégorie

1.6 Marquage

Voir 2.4 de la CEI 60384-1, avec les précisions qui suivent.

-- Ou

lérance de la capacité nominale;
us-classe de diélectrique, le cas échéan

ée et le mois (ou la semaine)d

m du fabricant ou sa marque d

tégorie climatique;

Ces co
certain
d’élém

duplicaT

1.6.3 marquage

Tout m

1.6.4 Marquage de I’emballage

igible et ne doit pas étre aisément maculé ou éliminé par frof

a sa

la liste

rps. Si
autant
r toute

tement

L’emballage contenant le ou les condensateurs doit étre clairement identifié avec toutes les

informations énumérées en 1.6.1.

1.6.5 Marquage supplémentaire

Tout marquage supplémentaire doit étre apposé de fagon a ce qu’aucune confusion ne soit

possible.

2 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs indiquées dans la spécification particuliére doivent de préférence provenir de ce

qui suit.
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Les condensateurs couverts par cette spécification intermédiaire sont classés selon des
catégories climatiques, conformément aux régles générales de la CEl 60068-1.

Les températures minimales et maximales de catégorie ainsi que la durée de I'essai continu

de chal

tension minimale de catégorie

température maximale de catégorie

eur humide doivent étre sélectionnées parmi les suivantes:

-55 °C, -40 °C, -25 °C, -10 °C et +10 °C;
+70 °C, +85 °C, +100 °C, +125 °C et +150

OC;

dur

Les sé
tempér

NOTE |

I’état no
substrat

2.2

2.21

La température assignée est égalg” é

conden
indicati

2.2.2

Les va
Sid’au

La sompme de

alterna
conden
créte n

223

La tensi

tempér
catégo
tempér

Yaleurs préférentielles des caractéristiques 2

e de ['essal continu de chaleur numide (4U "C, N.r. Y35 7). 4, 1U, 2 O jours.

N monté. La performance climatique des condensateurs aprées moptage dgpend co
He montage, de la méthode de montage (voir 4.3) et du revétem i

Température assignée (7R)

ale de catégorie p

sateurs dont la température dépasse pas 125 °

tension alternative de créte ou de la
ive de crét

bture
ie qui
hture-maximale de catégorie est supérieure a 125 °C ou pour des condensa

haute t

bnt les

teurs en
ment du

les
sauf

pur

N
il

'ISO 3.
R10.

tension

es deux valeurs qui est la plus élevée, appliquée au

tive de

dont la
ons de
jont la
teurs a

bnsion dont les tensions assignées sont supérieures a 500 V, doivent étre fourn

ies par

la spéc

ification particuliére.

Les valeurs préférentielles de la tension de catégorie a la température maximale de catégorie
de 125 °C pour des condensateurs de grand volume, de tension assignée de 16V et
inférieure et une température assignée de 85 °C figurent dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Valeurs préférentielles de tensions de catégorie

\
\

Ur 2,5

1,6

4
2,5

6,3
4

10
6,3

16
10

Uc

NOTE Les valeurs numériques de Uc sont calculées par ce qui suit:

Uc = 0,63 x Ur.
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224 Valeurs préférentielles de capacité nominale et valeurs de tolérance asso
2241 Valeurs préférentielles de capacité nominale

Les valeurs de capacité nominale doivent provenir des séries de la CEl 60063; les sér
E6 et E12 étant préférentielles.

2.24.2 Tolérance préférentielle sur la capacité nominale

Voir Tableau 2.

Tableau 2 — Tolérances préférentielles

ciées

ies E3,

Série préférentielle Tolérance Code littéral
%

E3 and E6 -20/+80

z {

—20/+50 N
E6 120 bt\ N
E6 et E12 110 \

Z,

2.2.5 Caractéristiques de température de c@

Le Tahleau 3 indique par une croiX
tempérpture avec et sans application d
sous-classe est également fournie;

éthode prévue pour ¢
que avec une variaf

jue de
oder la
ion en

pourceptage de + 20 % sans applicatiq i ontinue sur la plage de températures
comprises entre —55 °C epA4 i atant un diélectrique de sous-claslse 2C1.
La plage de températures & finie la caractéristique de tempérafure du
diélectqique est la pératures de catégorie.
éristique de température de capacité
Plage de températures de catégorie et
code numéral correspondant
|'(it°'de| -55/+150 | -55/+125 | -55/+85 | -40/+85 | -25/+85 | +10/+85
Ittera
de °C °C °C °C °C °C
sous-
classe s3ns appti¢ation avec application de
de tensio tension continue 0 1 2 3 4 6
contenue (NOTE 1)
2B + 10 X X X
2C + 20 X X X
Exigences
2D +20/-30 spécifiées dans la x x
2E +22/-56 spécification « « « y
particuliere
2F +30/-80 X X X X
2R +15 x X X X

NOTE 1 La tension continue appliquée est soit la tension assignée soit la tension spécifiée dans la
particuliére.

NOTE 2 "x" indique préférentiel.

spécification

NOTE 3 Lorsque la température maximale de catégorie est supérieure a 125 °C, il convient que les limites de variation de

capacité, avec et sans application de tension continue, figurent dans la spécification particuliére.
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NOTE Se reporter a ’Annexe C pour la température de référence de 25 °C, a titre de guide informatif.
2.2.6 Dimensions

Les régles suggérées pour la spécification et le code des dimensions figurent a ’Annexe A.

Les dimensions spécifiques doivent étre fournies dans la spécification particuliére.

3 Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication

L’étapd initiale de fabrication est le premier lancement en commun
I’électrpde et du diélectrique.

hge de

3.2 omposants associables
Les condensateurs considérés comme étant associables so ¢ roduits
avec d¢s procédés et des matériaux similaires, bien qu’ils g r des dimgnsions

de bofit|ers et des valeurs différentes.

3.3 Certificats de conformité des lots livrés
Les infprmations exigées dans la CE}60 ik D i Y nibles,
lorsqu’glles sont prescrites dans la sp ! 2 i andées

par un|acheteur. Aprés I'essai d’endura S : mation
variabl¢ est nécessaire sont la variatiopi de capaci

3.4 Homologation

Les prdcédures des essaj i i Q.5.

Le programme s dhdmologation sur la base des essais lot pgr lot et
périodi%ues est indjque présente spécification intermédiaire. La prgcédure
utilisanf un programm fixe est donnée en 3.4.1 et 3.4.2.

3.4.1 g ati hase des procédures par échantillonnage fixe
La proged (homologation sur un échantillon d'effectif fixe est décrite dans la CEIl 60384-1,
Q.5.3, p) >Ccha It étre représentatif de la gamme des condensateurs pour lgsquels

I'hnomolpgatio emandée. Il peut s’agir ou non de la gamme compléte couverte| par la
spécifigati s

Pour c ens de
condensateurs de tailles maximale et minimale et pour chacune de ces tailles, la valeur de
capacité maximale pour la tension assignée la plus haute et la tension assignée minimale des
plages de tension pour lesquelles I'homologation est demandée. Lorsqu’il existe plus de
quatre tensions assignées, une tension intermédiaire doit également étre soumise aux essais.
De ce fait, pour 'homologation d’'une gamme, il est nécessaire de soumettre aux essais soit
quatre soit six valeurs (combinaisons capacité/tension) de chaque caractéristique de
température. Lorsque la gamme totale comprend moins de quatre valeurs, le nombre de
spécimens a soumettre aux essais doit étre celui qui est nécessaire pour quatre valeurs.

Dans le cas ou le niveau d’assurance de la qualité EZ est utilisé, des spécimens de rechange
sont permis comme suit:

Deux (pour six valeurs) ou trois (pour quatre valeurs) par valeur qui peuvent étre utilisés
comme rechange pour les spécimens qui ne sont pas conformes a cause d’incidents non
imputables au fabricant.
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Les nombres donnés dans le Groupe 0 laissent présumer que tous les groupes sont
applicables. Si ce n’est pas le cas, les nombres peuvent étre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes supplémentaires sont ajoutés dans le programme d’essai
d’homologation, le nombre de spécimens nécessaire pour le Groupe 0 doit é&tre augmenté du
méme nombre que celui nécessaire aux groupes supplémentaires.

Le Tableau 4 donne le nombre d’échantillons qui doit étre soumis aux essais dans chaque
groupe ou sous-groupe, ainsi que le nombre de non-conformités autorisé pour I'essai
d’homologation.

3.4.2 —Essais

ent des
groupe

La sérige compléte d'essais spécifiés dans les Tableaux 4 et 5 est exi
condensateurs couverts par une spécification particuliére. Les ess
doiven{ étre effectués dans I'ordre donné.

La totalité 5 i it é i i ONE i ivis¢e pour
les aut
Les spe¢ I 4) ne
doivent
On conpptabilise “un élément non conform | ! isfait a [tout ou
partie g
L'agrén pas le
nombre bupe et

le nom

NOTE |
comportg les détail

s de Ie antlllonae etydes
groupes [d’essais. L€ € i S
conditions d’essai et dg i

pour les fonditions d’essé

Ableau 4
ssais ou
plet des
essai ou

if de taille
htrole de

Il est red
d’échant
conformifé
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Tableau 4 — Plan d’essai de taille d’échantillonnage fixe
pour I’lhomologation, niveau d’assurance EZ

Groupe Essai Paragraphe de la Nombre de Nombre
N° présente spécimens admissible
publication ne d’éléments non
conformes
c
0 Examen visuel 4.4
Dimensions 4.4 132+24 f 0
Capacité 4.5.1
Tangente de I’angle de perte 4.5.2
Résistance d'isolement 453
Tlenue en tension 454

pécimens de rechange A Q

o

1A Robustesse des sorties 9 1 0
Résistance a la chaleur de brasage
Résistance du composant au solvant P ANG
1B Impédance b \ h\) 0
Résistance en série équivalente [RSE] P Q
Hrasabilité \>
Résistance du marquage au solvant P /\ -
2 ssai de courbure du substrat d / 12 0
3a ontage
xamen visuel 84+24 f oc

=
N
B
Gapacité QS
Tlangente de I'angle de perte
Résistance d'isolemen
Tlenue en tensfoq x 5.
3.4 | Hssai de cisailesent \> . 24 0
\{ariations rapi de pexatur 4.1

Yéquence clié&ge 412

3.2 Chaleur((u}idg,\gséa\i (:}ﬂktint\ 4.13 24 0

33 | Hngarance. . o\ \ 4.14 36 0
PR N
3.4 | Ghalduc huinige, \essal aecslérs, continu b | 4.18 24 0

4 q aractéri&qu\es de\température de capacité 4.6 12 0

a Les valdursrde.ces meMs servent de mesures initiales pour les essais du Groupe 3.

b Si exigéldans la spécification particuliére

C Les condensateurs s’avérant étre des éléments non conformes aprés montage ne doivent pas étre pris en compte
lors du calcul des non-conformités admissibles pour les essais suivants. lls doivent étre remplacés par des
condensateurs de rechange.

d  Non applicable aux condensateurs, qui selon leur spécification particuliére ne doivent &tre montés que sur des
substrats en alumine.

€ Combinaison capacité/tension, voir 3.4.1.
f  Condensateurs supplémentaires, si le Groupe 3.4 est soumis & I'essai.
9 Applicable aux condensateurs avec sorties a lamelle.

h Non applicable aux condensateurs avec sorties a lamelle.
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Tableau 5 — Programme d’essai pour I’lhomologation

Numéro de paragraphe et
essai

(voir NOTE 1)

Conditions d’essai

(voir NOTE 1)

Nombre de
spécimens (n)
et nombre
d’éléments
non conformes

(c)

Exigences de performance

(voir NOTE 1)

GROUPE 0

4.4 Examen visuel

Voir Tableau 4

Selon 4.4.2.

Marquage lisible et comme
indiqué dans la spécification

4.4 Dimepsions (détail)

Ir\s\rtir‘ulis‘:-n:-

=}

4.5.1 Capaite Fréquence: ... Hz spécifiee
Tension de mesure: ...V r.m.s.
4.5.2 Tanggnte de I'angle Fréquence et tension de
de pgrte (tan ) mesure identiques a celles de
4.5.1 \
4.5.3 Reésigtance Voir la spécification Seldn 4.5.3.3
d'isolement particuliére pour la méthod
4.5.4 Tenup en tension Voir la spécification Ni claquage ni amprgage
particuliéﬁmr la od
GROUPE 1A Yoir Tableau 4
4.15 Robustesse des

sorfies
(si ppplicable)

4.9.2 Mesure initiale
4.9 Résigtance a la Q

chalelur de brasage

Retablissement: (24 + 2) h

Aucune dégradati¢n visible

4.9.5 Mesure xamen visuel Comme en 4.9.5
Capacité Comme en 4.9.5
4.16 Résidtance du Solvant: ...
composant-aux . . . PP
solvahts Température du solvant: ... V0|r_la §PeC|f|cat|cn
(si a;{;)Iicable) Méthode 2 particuliére
Rétablissement: ...
GROUPE 1B Voir Tableau 4
4.5.5 Impédance Fréquence: 100 kHz Voir la spécification
(si exigée) particuliere
4.5.6 RSE Fréquence: 100 kHz Voir la spécification
(si exigée) particuliere
4.10 Brasabilité Voir la spécification

4.10.3 Mesures finales

particuliére pour la méthode
Examen visuel

Selon 4.10.3
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Tableau 5 - Programme d’essais pour I’homologation (suite)

Numéro de paragraphe et D Conditions d’essai Nombre de Exigences de performance
essai ou ) spécimens (n) )
‘ ND (voir NOTE 1) et nombre (voir NOTE 1)
(voir NOTE 1) d’éléments
non conformes
(c)
4.17 Reésistance au solvant D Solvant: ... Marquage lisible
du marquage 2 i )
(si exigée) Température du solvant: ...
Méthode 1
Matériau de frottement: Coton
hydrophile
Rétablissement: ...
GROUPE 2 D Voir Tableay4
4.8 Essa| de courbure du Fléche ... gn
subsfrat Nombre de courbures: ...
4.8.1 Mesures initiales Capacité
4.8.2 Contfdle final Capacité (avec la carte \
imprimée dans une position |ATIC] <10 %
articulée)
Examen visuel f\ 7 N Aucune dégradatipn visible
GROUPE 3 D Voggja 4
4.3 Montage L
Matériau dusubstrat:\.
Examen vi Selon 4.4.2
Capacité Dans la tolérance [spécifiée
< Selon 4.5.2
Selon 4.5.3.3
Ni claquage ni amprcage
GROUPE 3. Q/\ Voir Tableau 4
4.7 Essai|de cisaillement Aucune dégradatipn visible
4.11.2 Mesures initiales
4.11  Variafions rapides
tempégratur
N A = Température minimale de
catégorie
Ts = Température maximale
de catégorie
Cing cycles
Burée—t—30-min
Rétablissement: (24 + 2) h
4.11.5 Mesures finales Examen visuel Aucune dégradation visible
Capacité AC/C: selon le 4.11.5
4.12 Séquence climatique Préconditionnement particulier
tel qu'en 4.1
4.12.2 Mesures initiales Capacité
4.12.3 Chaleur seche Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.12.4 Chaleur humide,

cyclique, Essai Db,
premier cycle
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Tableau 5 - Programme d’essais pour I’homologation (suite)

Numéro de paragraphe et D Conditions d’essai Nombre de Exigences de performance
essai ou ) spécimens (n) )
ND (voir NOTE 1) et nombre (voir NOTE 1)
(VOiI" NOTE 1) d’éléments
non conformes
(c)
4.12.5 Froid D Température: température Voir Tableau 4
minimale de catégorie
Durée: 2 h
Examen visuel Aucune dégradation visible
Rétablissement: (24 + 2) h
4.12.6 Chalgur humide,
cyclique, essai Db,
cyclep restants
4.12.7 Mesures finales Examen visuel ion visible
Capacité
Tangente de I'angle de perte \
Résistance d'isolement
GROUPE 3.2 D VoirYableau/4
4.13 Chalgur humide, Préconditionnement particulier
essail continu tel qu’en 4.1

4.13.2 Mesures initiales

4.13.5 MesuUres finales

Capacité

0

Aucune dégradati
Marquage lisible

AC/C: selon 4.13.6

selon 4.13.5
selon 4.13.5

n visible

GROUPE 3.3
4.14 Endufance

9,

4.14.2 Mesures initiales

isSsement: (24 £ 2) h

Voir Tableau 4

4.14.5 Mesures findles Examen visuel Aucune dégradatipn visible
Marquage lisible
Capacité AC/C: selon 4.14.p
Tangente de I'angle de perte selon 4.14.5
Résistance d'isolement selon 4.14.5
GROUPE 3.4 Voir Tableau 4
4.18 Chalgurlhumide, Durée: ... h
essailaceéléré Température: (85 + 2) °C
continu (si exigé) Humidité: (85 £ 3) %
4.18.1 Mesures initiales Résistance d'isolement Selon 4.18.1
Rétablissement: (24 + 2) h
4.18.4 Mesures finales Résistance d'isolement Selon 4.18.4

GROUPE 4

Voir Tableau 4

4.6 Caractéristiques de Préconditionnement particulier AC/C: selon 4.6.3
température de tel qu’en 4.1
capacité

NOTE 1 Les numéros de paragraphe des exigences d’essais et de performances se référent a I’Article 4.

NOTE 2 Dans le présent tableau: D = destructif, ND = non destructif.

a8 Cet essai peut étre effectué sur des condensateurs pour montage sur un substrat.

b Lorsque différents matériaux de substrat sont utilisés pour le sous-groupe individuel, la spécification particuliére doit
indiquer quel matériau de substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.
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3.5 Contréole de conformité de la qualité
3.5.1 Constitution des lots de contréle
3.5.1.1 Controle des groupes A et B

Ces essais doivent étre effectués sur la base d’essais lot par lot.

Un fabricant peut ajouter la production en cours dans des lots de contréle soumis aux
mesures de protection suivantes:

1) Le lot de contréle doit étre constitué de condensateurs associables (voir 3.2).

s diménsions

2a) Wéchantillon soumis aux essais doit étre représentatif des valeur
g¢ontenues dans le lot de contréle:

en fonction de leur nombre;

- comportant un minimum de cing de 'une quelconque deg
2b) 5i I’échantillon comprend moins de cing de I'une quejconque des e pour
le prélevement des échantillons doit faire I'objet{/d’un_acck icant et

'Organisme National de Surveillance.

3.5.1.2 Controle du groupe C

Ces espais doivent étre effectués de fg

iées de la production en cours

Les éc ,
pieces. Afin de pouvoir colvrir la

et doi

gammeg des agréments de toutes les péri S on de chaque groupe de tailles doit
étre spumise aux essais e : suiyantes, d’autres tailles et/ou te¢nsions
assignges de la productie i S ull aux essais avec l'intention de |couvrir
I'ense S

3.5.2

Le prog i 3 et perlodlques pour Ie controle de conformitg de la
qualité =

3.5.3

Lorsqu ble doit
étre ef ans le
control

3.54 Niveaux d’assurance de la qualité

Le ou les niveaux d'assurance donnés dans la spécification particuliere cadre doivent de
préférence étre choisis dans les Tableaux 6a et 6b.

1 Le terme d’Organisme de Certification (ou OC) remplace le terme I'Organisme National de Surveillance (ONS),
voir IECQ 01.
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Tableau 6a — Contrdle lot-par-lot

Sous-groupe de contréle ¢ £2
NC? n? c?®
A0 100 % °
A1 S-4 © 0
A2 S-3 ¢ 0
B1 S-3 ¢ 0
B2 S-2 © 0

NC = niveau de contrble

n = nombre d’échantillons

¢ = nombre admissible d’éléments non conformes

Nombre a soumettre a I'essai:
CEI 61193-2, 4.3.2.

cadre applicable.

bleau b\< Essal riodiques

Sous-groupe de %on EZ

o
o

O { 7 -

12
12°
27
15
15
15°
9

o O W o O W Ww
o O O o o o o

p&’periodicité en mois

n = nombre d’echantillons
¢ = nombre admissible d’éléments non conformes
Condensateurs supplémentaires, si le Sous-groupe C3.4 est soumis a I'essai.

Le contenu du sous-groupe de contréle est décrit dans I'Article 2 de la spécification particuliere
cadre applicable.
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4 Procédures d'essais et de mesures
Cet article compléte les informations données a I’Article 4 de la CEIl 60384-1.

4.1 Préconditionnement particulier

Sauf indication contraire de la spécification particuliére, le préconditionnement particulier
lorsqu’il est spécifié dans cette spécification intermédiaire avant un essai ou une séquence
d’essais, doit étre effectué dans les conditions suivantes:

Exposition 2 2 i 2 i z 2 arieure, telle
qu’elle [peut figurer dans la speC|f|cat|on partlcuhere pendant 1 h, suivie par le etabhssement
pendant (24 + 1) h dans les conditions atmosphériques normales pour i

NOTE c’est ce
que I'on|désigne par vieillissement). Toutefois, si le condensateur est chauffé\a t 4 perieure au
point de|Curie, une “régénération” se produit; c’est-a-dire que la capacité e i i hent” est
récupérée, et le “vieillissement” reprend a partir du moment ou ¢ L'pbjet du
précondifionnement particulier est d’amener le condensateur a un état definiquel q gntérieur.
(Voir I’Article B. 4 pour des informations complémentaires).

4.2 Conditions de mesure

Voir 4.2.1 de la CEIl 60384-1.

4.3 ontage

Voir 4.33 de la CEI 60384-1.

44 K

Voir 4.4

4.41

Un exa sement
approx qualité
exigeé.

NOTE | ransmis,
ainsi quse

4.4.2

Les valeurs quantitatives des exigences ci-dessous peuvent étre fournies dpns la

spécification particuliere ou dans la spécification du fabricant.

4.4.21 Exigences concernant la céramique

a) Etre dépourvue de craquelures ou de fissures, a I’'exception de petites dégradations en
surface n’étant pas préjudiciables a la performance du condensateur (Exemples: voir les
Figures 1 et 2).
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=

IEC 2569/11

Figure 1 — Défaut: craquelure ou fissure

NOTE (raquelure ou fissure d’'un c6té ou s’étendant d’une fac par une aréte.

b) Pas| de présence de séparation les couches du

conflensateur (voir la Figure 3).

Séparation ou décollement
interlaminairee

Craquelure

IEC 2571/11

c) Pas 5 exposées entre les deux sorties (voir la Figure 4).

Electrodes exposées

IEC 2572/11

Figure 4 — Electrodes exposées

d) Le corps céramique doit étre exempt de toute trace conductrice (métallisation, étamage,...)
sur une zone centrale entre deux sorties adjacentes, étant égale a la distance minimale
entre celles-ci (Annexe A, dimension L,).

4.4.2.2 Exigences concernant la métallisation

a) Pas de présence de décollement visible des sorties métallisées et pas de présence
d’électrodes exposées (voir la Figure 4).

b) Les faces principales (voir la Figure 5) sont celles notées A, B et C.
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Dans le cas de condensateurs de section carrée, les faces D et E sont également
considérées comme principales.

La surface maximale des espaces de métallisation sur chaque face principale ne doit pas
étre supérieure a 15 % de la surface de cette face; ces espaces ne doivent pas étre
concentrés dans la méme zone. Les espaces de métallisation ne doivent pas affecter les
deux arétes principales de chaque extrémité du bloc (ou quatre arétes pour condensateurs
de section carrée). La dissolution de I'électrodéposition sur la face frontale (lixiviation) ne

doit pas dépass

er 25 % de la longueur de I'aréte concernée.

IEC 2573/11

4.5 [Essais électriques
4.51 Capacité
Voir 4.7 de la CEI 603
4.51.1 Condijtiens
Voir le ire dans la spécification particuliére.
du 7 — Conditions d'essai
Capacif{é nominale \Nis'on}sii}}ee Fréquence Tension de mesure Tension de régférence
N Ur V, valeur efficace V, valeur efficace
Cn W\\ ) 1 MHz 1,0 £0,2 1,0 £0,p2
100 pF § Cn< 40 XUR>6,3V 1 kHz 1,0+ 0,2 1,0 £ 0,p2
Ur<6,3V 1 kHz 0,5+0,2 0,5+ 0,p2
Cn 48F 2 100-Hzou120-Hz 8;5—6;2 8:5—+6502

a

Toutes les tensions assignées (Ug).

4.5.1.2 Exigen

ces

La valeur de capacité, telle que mesurée en I'état non monté, doit correspondre a la valeur

assignée en prena

nt en compte la tolérance spécifiée.

La capacité telle que mesurée en I'état monté selon le Groupe 3 est donnée uniquement a
des fins de référence lors des essais ultérieurs.

S’agissant des mesures de référence, la valeur de capacité doit étre la valeur extrapolée a
une durée de vieillissement de 1 000 h, sauf précision contraire dans la spécification
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particuliere, (voir les explications dans I’Annexe B). Si P'on applique une durée de
vieillissement autre que 1 000 h, celle-ci peut étre indiquée dans la spécification particuliére.

4.5.2 Tangente de I’angle de perte (tan §)

Voir 4.8 de la CEl 60384-1, avec les précisions qui suivent.

4.5.2.1 Conditions de mesure

Les conditions de mesure sont les mémes qu’en 4.5.1. L'imprécision des appareils de mesure
ne doit pas dépasser 1 x 107°

4.5.2.2 Exigences

La tangente de I'angle de perte telle que mesurée en I'’état non monté ne goit(passdépasser
les limifes fournies dans le Tableau 8.

Tableau 8 — Limites de la tangente de I’angle de I

Tension Sous-classe de gl w
assignée %
Ur

Ug>10V Tous codes de sous- A%)p riepre a 9,035 ou une valeur
cla Sce t|b g etre nnée dans la
& articuliere

Ur <10V 2B, ZC R 0,1

2D(2E 0,15

WIS o
NOTE Voir eng\Z.S\e\{wlicaM(hm)s d?\;gus-classes.
N
~—_"

La tang;ente de
donnée

4.5.3

Voir 4.%

4.5.31

Avant [essal;
contan]ination.

densateurs doivent étre soigneusement nettoyés pour élimingr toute

Des précautions doivent étre prises pour maintenir la propreté dans les enceintes d’essai et
pendant les mesures finales. Avant la mesure, les condensateurs doivent étre complétement
déchargés. La résistance d’isolement doit étre mesurée entre les sorties.

4.5.3.2 Conditions de mesure
Voir 4.5.2 de la CEI 60384-1, avec les précisions suivantes:
La tension de mesure peut étre d’'une valeur quelconque inférieure ou égale a Ug, la tension

de référence étant Ug, pour les condensateurs dont la tension assignée est inférieure ou
égale a 1 kV. Pour Ug > 1 kV la tension de référence doit étre de 1 kV.

La résistance d’isolement (R;) doit étre mesurée aprés avoir appliqué la tension pendant
(60+5)s
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S’agissant des essais lot par lot (Groupe A), on peut mettre fin a I’essai plus rapidement, si la
valeur exigée de résistance d’isolement est atteinte.

Le produit de la résistance interne de la source de tension et de la capacité nominale du
condensateur ne doit pas dépasser 1s, sauf prescription contraire figurant dans la
spécification particuliere.

Le courant de charge ne doit pas dépasser 0,05 A. Pour les condensateurs dont les tensions
assignées sont de 1 kV et supérieures, une valeur limite inférieure peut étre donnée dans la
spécification particuliere.

4.5.3.3—FExigenees
La résistance d’isolement doit satisfaire aux exigences suivantes:
/\
Cn <25 nF Ri >4 000 MQ
Cn > 25 nF Rixchmoé

Le produit de R, et de la capacité nomi inférieur ou égal a 1 s.

4.5.4 Tenue en tension
Voir la [CEI 60384-1, 4.6, avec les précisions qui sui
4.5.4.1 Conditions d'essais

AN d0 \

NOTE R4 est une résistance de nterne de la source de tension. Voir 4.6.1 de la

CEI 60384-1.

Le coutant de charge ne

Pour les conde fes telnsions agsignées sont de 1 kV et supérieures, ung valeur
limite inférieure de'coura e charge\peuyt étre donnée dans la spécification particuliérg. Pour

protéger les condehsa Coafre 1'ar orcage, I'essai peut étre réalisé dans un milieu|isolant
adapté
4.5.4.2
Les tensions degsai su tes selon le Tableau 9 doivent étre appliquées entre les pqints de
mesurgs en &4%. ableau 3 de la CEI 60384-1, pendant une période de 1 min gour les

essais [d'homdalogatiory et pendant une période de 1 s pour les essais de conformit¢ de la
qualité [lot’ paf lot.

Tableau 9 — Tensions d’essai

Tension assignée Tension d’essai
\ \
Ur <100 2,5 Ur
100 < Ur < 200 1,56 Ur + 100
200 < Ur< 500 1,3 Ur + 100
500 <Ur< 1 000 1,3 Ur
Ur 21 000 1,2 Ur
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4.5.4.3 Exigence

Il ne doit se produire ni claguage ni amorgage pendant l'essai.
4.5.5 Impédance (si exigée par la spécification particuliére)
Voir 4.10 de la CEI 60384-1, avec les précisions qui suivent.

4.5.5.1 Conditions de mesure

La fréquence de mesure: 100 kHz £ 10 %.

4.5.5.2 Exigences
L'impédance doit étre spécifiée dans la spécification particuliére.

4.5.6 Résistance en série équivalente [RSE] (si exigée par la
Voir 4.8.2 de la CEIl 60384-1, avec les précisions qui suivent.
4.5.6.1 Conditions de mesure

La frégpuence de mesure: 100 kHz £ 10 %.

4.5.6.2 Exigences
La RSH doit étre stipulée dans la spécifi

4.6 Caractéristiques de températufre d

4.6.1 Préconditionnerp

5cap

Voir 4.24.1dela C 3 précisions suivantes:

Voir 4.1.

4.6.2 Conditic

Tableap 10.

iere)

ons du

Etap}@su\i Température Application de tension continue
°C

1 202

2 a:3

202

TBbi2

202

Tat 3

3
4
5 Tgt 2
6
7
8

20+ 2



https://iecnorm.com/api/?name=bdaf858e8f9e4b152ecd27dabdcad733

-70 - 60384-22 © CEI:2011

NOTE1 "-" indique: pas d’application de tension continue

x indique: application de tension continue (si stipulée dans la spécification particuliére)

NOTE 2 Les mesures peuvent étre effectuées a des températures intermédiaires permettant de garantir que les
exigences de 2.2.5 sont satisfaites.

NOTE 3 La capacité de référence est la capacité mesurée a I’'Etape 3.

NOTE 4 En raison des effets décrits dans la Note de 4.1, les valeurs de capacité mesurées a la référence de
température, Etapes 5 a 7, comportant I'application de tension continue, sont fonction du temps. Cette
dépendance au temps est comprise dans les limites données pour la variation de capacité. La variation de
capacité entre la premiére et la derniére mesure a la référence de température, Etapes 1 et 8, indique
'importance du vieillissement concerné. En cas de litige au sujet des résultats des mesures avec 'application de
la tension continue, il est conseillé de convenir d’un intervalle de temps fixe entre les mesures a la référence de
température, Etapes 5 et 7 avec application de la tension continue (se reporter en 4.24.1.3 de la CEIl 60384-1).

a TA
b Ts

Température minimale de catégorie. (\(
Température maximale de catégorie. . (\

4.6.3 Exigences

La caractéristique de température avec et sans applicati
dépassger les valeurs du Tableau 3. La variation de cap
a 4.24.3.1 de la CEIl 60384-1.

continue ne doit pas
ée conformément

4.7 Essai de cisaillement

Voir 4.34 de la CEI 60384-1.

Une fofce doit étre choisie entre 1
particuliere.

et précisée dans la spécification

4.8 Essai de courb

Voir 4.1

Sauf in

4.8.1 Mesures initiales

La capacité doit étre mesurée comme spécifié en 4.5.1 et dans la spécification particuliére.

4.8.2 Controéle final

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement et il ne doit pas y avoir de dommage
visible.

La variation de capacité avec la carte dans une position articulée ne doit pas dépasser 10 %.


https://iecnorm.com/api/?name=bdaf858e8f9e4b152ecd27dabdcad733

	English
	CONTENTS
	FOREWORD
	1 General
	1.1 Scope
	1.2 Object
	1.3 Normative references
	1.4 Information to be given in a detail specification
	1.5 Terms and definitions
	1.6 Marking

	2 Preferred rating and characteristics
	2.1 Preferred characteristics
	2.2 Preferred values of ratings

	3 Quality assessment procedures
	3.1 Primary stage of manufacture
	3.2 Structurally similar components
	3.3 Certified records of released lots
	3.4 Qualification approval
	3.5 Quality conformance inspection

	4 Test and measurement procedures
	4.1 Special preconditioning
	4.2 Measuring conditions
	4.3 Mounting
	4.4 Visual examination and check of dimensions
	4.5 Electrical tests
	4.6 Temperature characteristic of capacitance
	4.7 Shear test
	4.8 Substrate bending test
	4.9 Resistance to soldering heat
	4.10 Solderability
	4.11 Rapid change of temperature 
	4.12 Climatic sequence
	4.13 Damp heat, steady state
	4.14 Endurance
	4.15 Robustness of terminations (only for capacitors with strip termination)
	4.16 Component solvent resistance (if required)
	4.17 Solvent resistance of the marking (if required)
	4.18 Accelerated damp heat, steady state (if required)

	Annex A (normative) Guidance for the specification and coding of dimensions of fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2
	Annex B (informative) Capacitance ageing of fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2
	Annex C (informative) Temperature characteristics of capacitance for the reference temperature of 25 °C
	Bibliography
	Figures
	Figure 1 – Fault: crack or fissure
	Figure 2 – Fault: crack or fissure
	Figure 3 – Separation or delamination
	Figure 4 – Exposed electrodes
	Figure 5 – Principal faces
	Figure 6 – Reflow temperature profile
	Figure A.1 – Dimensions

	Tables
	Table 1 – Preferred values of category voltages
	Table 2 – Preferred tolerances
	Table 3 – Temperature characteristic of capacitance
	Table 4 – Fixed sample size test plan for qualification approval, assessment level EZ
	Table 5 – Tests schedule for qualification approval
	Table 6a – Lot-by-lot inspection
	Table 6b – Periodic test
	Table 7 – Measuring conditions
	Table 8 – Tangent of loss angle limits
	Table 9 – Test voltages
	Table 10 – Details of measuring conditions
	Table 11 – Reflow temperature profiles for Sn-Ag-Cu alloy
	Table 12 – Maximum capacitance change
	Table 13 – Maximum capacitance change
	Table 14 – Number of damp heat cycles
	Table 15 – Final inspection, measurements and requirements
	Table 16 – Test conditions for damp heat, steady state
	Table 17 – Final inspection, measurements and requirements
	Table 18 – Endurance test conditions (UC = UR)
	Table 19 – Endurance test conditions (UC ≠ UR)
	Table 20 – Final inspection, measurements and requirements of endurance test
	Table 21 – Initial requirements
	Table 22 – Conditioning
	Table A.1 – Dimensions
	Table C.1 – Temperature characteristics of capacitance for the reference temperature of 25 °C 
	Table C.2 – Measuring conditions of temperature characteristic of capacitance for the reference temperature of 25 °C


	Français
	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	1 Généralités
	1.1 Domaine d'application
	1.2 Objet
	1.3 Références normatives
	1.4 Informations devant être données dans une spécification particulière
	1.5 Termes et définitions
	1.6 Marquage

	2 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles
	2.1 Caractéristiques préférentielles
	2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

	3 Procédures d’assurance de la qualité
	3.1 Etape initiale de fabrication
	3.2 Composants associables
	3.3 Certificats de conformité des lots livrés
	3.4 Homologation
	3.5 Contrôle de conformité de la qualité

	4 Procédures d'essais et de mesures
	4.1 Préconditionnement particulier
	4.2 Conditions de mesure
	4.3 Montage
	4.4 Examen visuel et contrôle des dimensions
	4.5 Essais électriques
	4.6 Caractéristiques de température de capacité
	4.7 Essai de cisaillement
	4.8 Essai de courbure du substrat
	4.9 Résistance à la chaleur de brasage 
	4.10 Brasabilité
	4.11 Variations rapides de température
	4.12 Séquence climatique
	4.13 Chaleur humide, essai continu
	4.14 Endurance
	4.15 Robustesse des sorties (uniquement pour les condensateurs munis de sortie à lamelle)
	4.16 Résistance du composant au solvant (si exigée)
	4.17 Résistance au solvant du marquage (si exigée)
	4.18 Chaleur humide, essai accéléré, continu (si exigé)

	Annexe A (normative) Lignes directrices pour la spécification et le code des dimensions des condensateurs multicouches fixes à diélectriques en céramique pour montage en surface, Classe 2
	Annexe B (informative) Vieillissement en capacité des condensateurs fixes à diélectrique en céramique, Classe 2
	Annexe C (informative) Caractéristiques de température de capacité pour la température de référence de 25 °C
	Bibliographie
	Figures
	Figure 1 – Défaut: craquelure ou fissure
	Figure 2 – Défaut: craquelure ou fissure
	Figure 3 – Séparation ou décollement interlaminaire
	Figure 4 – Electrodes exposées
	Figure 5 – Faces principales
	Figure 6 – Profil de température de refusion
	Figure A.1 – Dimensions

	Tableaux
	Tableau 1 – Valeurs préférentielles de tensions de catégorie
	Tableau 2 – Tolérances préférentielles
	Tableau 3 – Caractéristique de température de capacité
	Tableau 4 – Plan d’essai de taille d’échantillonnage fixe pour l’homologation, niveau d’assurance EZ
	Tableau 5 – Programme d’essai pour l’homologation
	Tableau 6a – Contrôle lot-par-lot
	Tableau 6b – Essai périodiques
	Tableau 7 – Conditions d'essai
	Tableau 8 – Limites de la tangente de l’angle de perte
	Tableau 9 – Tensions d’essai
	Tableau 10 – Détails des conditions de mesure
	Tableau 11 – Profils de température de refusion pour alliage Sn-Ag-Cu
	Tableau 12 – Variation de capacité maximale
	Tableau 13 – Variation de capacité maximale
	Tableau 14 – Nombre de cycles de chaleur humide
	Tableau 15 – Contrôle final, mesures et exigences
	Tableau 16 – Conditions d’essai continu de chaleur humide
	Tableau 17 – Contrôle final, mesures et exigences
	Tableau 18 – Conditions d’essai d’endurance (UC = UR)
	Tableau 19 – Conditions d’essai d’endurance (UC ≠ UR)
	Tableau 20 – Contrôle final, mesures et exigences de l’essai d’endurance
	Tableau 21 – Exigences initiales
	Tableau 22 – Conditionnement
	Tableau A.1 – Dimensions
	Tableau C.1 – Caractéristiques de température de capacité pour la température de référence de 25 °C
	Tableau C.2 – Conditions de mesure de la caractéristique en température de capacité pour la température de référence de 25 °C





